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Embedd d depth of 
57
Fe layer, N (ML)
57Fe層の埋め込み深さによるメスバウアースペクトルの変化
右図：各成分の相対強度の埋め込み深さ依存性







































































































































理論的予測 - C. S. Wang & A. J. Freeman, PRB (1981)
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Co, Fe L2,3-吸収端 XAS・XMCDスペクトル
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RHEED像(in situ) AFM像(ex situ)
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